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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE UN “MICROSCOPIO DE FUERZA
ATOMICA (AFM) DE ESCANEO RAPIDO CON CONTROL DE TEMPERATURA Y ALTA
RESOLUCION”

0. ANTECEDENTES O CONTEXTO

Se propone adquirir un Microscopio de Fuerza Atémica (AFM) de escaneo rapido y alta resolucion, con
control de temperatura y con sonda y sistemas de desplazamiento (XY y Z) de ultima generacién, que
disminuyan el ruido y mejoren la resolucién, para complementar sustancialmente la infraestructura
existente en la Unidad SGlker de Macroconducta-Mesoestructura-Nanotecnologia (SGlker MMN),
UPV/EHU.

La microscopia AFM es una técnica muy versatil que evoluciona dia a dia, ofreciendo nuevas posibilidades
en el estudio a nanoescala de propiedades superficiales de todo tipo de materiales. Dicho dinamismo
obliga a la actualizacion constante. El AFM a adquirir ampliara la oferta de la observacion superficial
nanoscépica a procesos dependientes del tiempo y la temperatura, con lo cual el auto-ensamblado a
nanoescala podra seguirse in situ en tiempo real y a temperaturas de interés. El equipamiento solicitado
permitird la determinacién de la cinética de transformacién morfoldgica o de fases de nanomateriales que
evolucionan con la temperatura. Este salto cuantitativo ofreceria al Servicio la mejora de una de sus
técnicas mas significativas y solicitadas dentro y fuera de la UPV/EHU, centros tecnoldgicos y laboratorios
de I+D+i del entramado industrial, ampliando la oferta actual a un campo inexistente a nivel local,
colocandole en primera linea a nivel nacional e incluso internacional, y permitiendo una colaboracién mas
intensa con grupos de investigacion y la industria del entorno, abordando adecuadamente retos mas
novedosos dirigidos a una investigacion de excelencia.

1. OBIJETO

El presente pliego tiene por objeto la definicidon de las caracteristicas técnicas que rigen la prestacion
consistente en el suministro de un MICROSCOPIO DE FUERZA ATOMICA (AFM) DE ESCANEO RAPIDO CON
CONTROL DE TEMPERATURA Y ALTA RESOLUCION para la Unidad de Macroconducta-Mesoestructura-
Nanotecnologia de los Servicios Generales de Investigacion de la UPV/EHU (SGlker MMN).

2. CARACTERISTICAS TECNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS BIENES A SUMINISTRAR
2.1. REQUERIMIENTOS TECNICOS

Se propone adquirir un Microscopio de Fuerza Atémica (AFM) de escaneo rapido, control de temperatura
y alta resolucién que cumpla con los siguientes requisitos:

2.1.1. Debe incluir un sistema de barrido o escaner que permita mover la muestra en las
direcciones XY y Z durante la obtencion de imagenes y cuente con sensores de posicion que le
permitan realizar un barrido en "bucle cerrado”. Ademds, debe contar con un sistema de
aproximacién sonda/muestra motorizado y controlado por el software de control que evite dafios
en la sonda.

2.1.2. Debe operar tanto a velocidades de barrido convencionales (en torno a 1 linea por
segundo), como a velocidades de barrido rapido (en torno a 20 lineas por segundo), aceptar
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tamanos de muestra de, al menos, 15 mm de didmetro y permitir tamafios de barridos en el
plano (XY) de, al menos, 30 um y rangos de desplazamiento perpendicular al plano (Z) de, al
menos, 5 um.

2.1.3. Debe permitir la medida de datos del ruido térmico y permitir la calibraciéon completa, tanto
de la constante de fuerza de la sonda, como de la sensibilidad del haz dptico sin necesidad de que
la punta de la micropalanca toque la superficie.

2.1.4. En cuanto a los soportes de las sondas y muestras, debe incorporar, soportes para sondas
(micropalancas) y porta-muestras, que permitan adquirir imagenes en medidas de topografia,
eléctricas, magnéticas y espectroscopia de fuerza, tanto en aire como en liquidos, sin necesidad
de adquisicion de accesorios adicionales.

2.1.5. Debe incorporar, al menos, una celda porta-muestras sellada herméticamente, tanto para
el uso en ambientes de gas, como en liquidos.

2.1.6. Debe contar con un preciso sistema para el control de la temperatura dentro de la celda
que permita enfriar/calentar en el rango 25°C - 120°C en todos los modos citados anteriormente.

2.1.7. Debe incluir un sistema de aislamiento de ruido ambiental y antivibracidén que evite las
distorsiones por ruido e interferencias mecanicas y garantice resolucidon atdmica en la adquisicion
de imagen.

2.1.8. El equipo debe incluir un sistema de control que permita el acceso del usuario a las sefiales
de control y a las respectivas sefiales de error para mayor flexibilidad experimental.

2.1.9. El sistema debe poder operar en los modos estandar de la microscopia de fuerzas atomicas,
asi como en modos mas especializados, para poder disponer de una nanocaracterizacion
topografica, eléctrica y mecdnica avanzada, por lo que debe estar equipado al menos de los
siguientes modos de operacidn sin necesitad de actualizaciones ni adquisicion de licencias extra:

e Modo Contacto.

e  Microscopia de Fuerza Lateral (LFM).

e Espectroscopia de Fuerzas (Fuerza-Distancia). El sistema debe permitir realizar curvas
de fuerza frente a distancia (espectroscopia de fuerzas) con analisis in situ de datos.

e Modulaciéon de Fuerza (FMM).

e Contacto Intermitente (modo AC o dindamico).

e Imagen de Fase (PDM).

e  Microscopia de Fuerzas Electrostaticas (EFM).

e  Microscopia de Fuerzas Magnéticas (MFM).

e AFM Conductivo (C-AFM) incluyendo obtenciéon de curvas de corriente frente a voltaje
(Curvas V).

e Determinacion de propiedades viscoeldsticas. Mapeo (imagenes) cuantitativo de
Propiedades Nanomecanicas.

2.1.10. Se incluiran todos los accesorios necesarios para comenzar a funcionar desde el momento
de la instalacion del equipo: pinzas, cantilevers, patrones y rejillas de calibracion, etc.

2.1.11. Se suministrara con el equipo todo el soporte informatico necesario (PC de al menos

32 GBDDR4, 2Tb SSD, Monitor(es) Plano(s) de al menos 30” y SO Windows de ultima generacion).
El software de control quedara instalado y verificado su funcionamiento.
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2.2. NORMATIVA DE APLICACION
2.3. OTRAS CARACTERISTICAS TECNICAS

2.3.1. Toda la documentacién deberd ser entregada de forma impresa y/o en formato electrénico.
Se incluird, entre dicha documentacion, el manual original de usuario para su consulta inmediata y
toda la informacion que sea posible sobre los componentes electrénicos y accesorios del equipo
recopilados en su ficha técnica y/o en un informe de la casa suministradora. Se entregard, ademas,
un protocolo de calibracién y mantenimiento del equipo y accesorios instalados.

2.3.2. El software para el control del microscopio y el analisis de los datos generados permitira el
analisis y personalizacién de curvas de fuerza frente a distancia, el analisis de las propiedades
nanomecanicas, tanto en tiempo real como a posteriori, para calcular parametros tales como el
maodulo de Young y la adhesidn, entre otros.

2.3.3. Las actualizaciones posteriores de software estaran garantizadas sin costo afiadido.

3. OTROS ASPECTOS RELATIVOS AL ALCANCE DEL CONTRATO

3.1. Tanto la instalacién, como el equipamiento, tendrdn una garantia minima de 1 afio. En el
periodo total de garantia, se debe incluir mano de obra, piezas y desplazamientos, asi como
su traslado en caso necesario, no teniendo costo alguno para la universidad cualquier
intervencion realizada. Ademads, la garantia incluird una revision en el momento de su
finalizacién (12 meses) para la calibracion y validacién del cumplimiento de las
especificaciones comprometidas en la oferta, asi como la revisidén y actualizacion del software
suministrado inicialmente.

3.2. El equipo serd entregado en su punto exacto de instalacion y debera suministrarse con todo
el material auxiliar necesario para su correcto funcionamiento, encargandose la empresa
adjudicataria de la logistica necesaria. Las prestaciones se realizardn con sujecidon a
transporte, descarga, elevacion, instalacion, montaje y puesta a punto de cada elemento, asi
como la retirada de embalaje, incluyendo todos los medios materiales y humanos necesarios
para el correcto desarrollo de los trabajos. Dicho equipamiento debera quedar instalado y
calibrado tras la puesta en marcha. Ademas, deberd hacerse entrega de un protocolo de
mantenimiento y calibracién del equipamiento que debera igualmente explicarse al personal
usuario.

3.3. Laempresa adjudicataria debera prestar obligatoriamente un plan de formacién no inferior a
12 horas presenciales tras la puesta en marcha del equipo que, en cualquier caso, garantice
el conocimiento del manejo del equipo, asi como su mantenimiento, por parte del personal
usuario, y una visita de formacion de al menos 8 horas presenciales transcurridos 3 meses de
la instalacién, con el objeto de resolver las dudas generadas durante el periodo mencionado
e incidir en cuestiones mas avanzadas.

3.4. La empresa adjudicataria deberad ofrecer servicio técnico propio, con compromiso de
asistencia telefénica en menos de 24 h y presencial en menos de 96 h. Debera garantizar la
entrega de repuestos y material fungible en un plazo maximo de 7 dias. Ademas, debera
asegurar la reparacién y suministro de repuestos para el correcto funcionamiento del equipo
adquirido al menos durante los 10 afios siguientes a la compra.
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